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范围

    本规程适用于接触式，测量范围在 10 -',fl 
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附录 D

            分部件检定四探针电阻率测试仪检定结果的处理

D.1 用模电路法测得 V/ I比值的标准不确定度;(v/1),探针间距游移率对电阻率测量

的标准不确定度，。，并按下式计算出合成标准不确定度:

                  r_=}/( Y。，;)’+()、P)’+(Y'5，)，+(YY
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表 2 探针头测f

E.2 检定结果通知书

    要求同蒚m�8 TL�(E)Tj�010 1 65 147 Tm�9142 0 1 101 159 


